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(57) Формула полезной модели
1. Стенд для измерения деформаций и структуры полимерного композиционного

материала (ПКМ), содержащий предметный столик с прецизионными направляющими
для закрепления исследуемого образца ПКМ, подвергающегося нагрузке с
возможностью его нагрева, измерительную аппаратуру и блок нагревателя,
отличающийся тем, что добавлен спектрометр комбинационного рассеяния с
возможностью измерения и компенсации изменчивости параметров в спектрометре и с
возможностью одновременной с измерением деформаций исследуемого образца ПКМ
диагностики его физико-химических свойств.

2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что спектрометр комбинационного рассеяния
содержит источник монохроматического излучения, средство, выполненное с
возможностью одновременного взаимодействия излучения с исследуемым образцом
ПКМ в нагруженном состоянии и эталонным образцом ПКМ без нагрузки, средство
для получения спектров комбинационного рассеяния образцов ПКМ на одной длине
волны, а также компьютерное средство определения функции свертки указанных
спектров, выполненное с возможностью использования функции свертки для
корректировки спектра комбинационного рассеяния исследуемого образца ПКМ для
получения нормированного спектра комбинационного рассеяния исследуемого
образца ПКМ.
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